POLSKA
RZECZPOSPOLITA

' OPIS PATENTOWY

~ LUDOWA

Patent dodatkowy
do patentu nr

Pierwszenstwo

URZAD
PATENTOWY
PRL

Zgloszono: 29.09.79 (P. 218622)

Zgloszenie ogloszono: 28.07.80

Opis patentowy opublikowano:.30.11.1983

Int. CL® GO1R 31/26

CoitelNIA

Urredy Potentowea

e bt

Pk Bae

Twoércy wynalazku: Juliusz Szczesny, Andrzej Jelenski

Uprawniony z patentu: Instytut Technologii Elektronowej ,,Unitra-
-Cemi”, Warszawa (Polska)

Sposéb pomiaru czasu zycia nosnikéw pradu
zwlaszcza w diodach PIN

1
Przedmiotem wynalazku jest sposéb pomiaru czasu
zycia no$nikéw pradu zwlaszcza w diodach PIN, w ktérych
czas zycia jest rzedu mikrosekund.

Znany i stosowany jest sposéb pomiaru polegajacy na
wysterowaniu diody dwoma identycznymi impulsami
i zmierzeniu towarzyszacych im spadk6w napieé, przy czym
drugi impuls podaje si¢ w odstepie czasu kr6tszym od czasu
ustalenia si¢ stanu ustalonego, to jest gdy tadunek zgroma-
dzony w bazie po pierwszym impulsie nie zostat catkowicie
zrekombinowany. Czas zycia no$nikOw okresla si¢ ze wzoru

At
= A2
DAV,
gdzie:
At —odstep czasu miedzy identycznymi impulsami’

AVy i AV.—spadki napie¢ w chwili wylaczenia i wh
czenia odpowiednio pierwszego i drugiego impulsow.

W sposobie podwdjnych impulséow nie uwzglednia sie
rezystancji obszaréw ,,p” i ,n” diody oraz oporno$ci
kontaktéw, co wprowadza znaczny blad, ktérego wielko§é
zalezy od amplitudy impulséw. Ogranicza to zastosowanie
tego sposobu jedynie do malych impulséw pradowych,
kiedy to pomiar obarczony jest bledem okoto 25 %.

Przy wi¢kszych impulsach pradowych biad pomiaru
wzrasta.

Istota wynalazku polega na tym, Ze na struktur¢ diodowa
w stanie ustalonym podaje si¢ impuls, ktérego warto$é
jest inna od warto$ci dwoch identycznych impulséw po-
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dawanych w odstepie czasu krétszym od czasu ustalenia
si¢ stanu ustalonego.
Zmierzone spadki napi¢é na strukturze w chwili wylacze-
nia i wlaczenia tych impulséw oraz ich amplitudy stosuje
si¢ do obliczania czasu nosnikéw wedlug wzoru:

At
= 1o BVa—AY, +AV,—AV) LT,
(AV,—AV,- L/1,

gdzie:

At —odstep czasu migdzy identycznymi impulsami,
A4Vi i AV, — spadki napieé w chwili wylqczania i wiaczania
odpowiednio pierwszego i drugiego identycznych impulséw,
A4Vs —spadek napigcia w chwili wylaczenia trzeciego
impulsu o innej wartosci niz identyczne impulsy, Io —am-
plituda identycznych impulséw, Is —amplituda trzeciego
impulsu. i

Zaleta sposobu wedlug wynalazku jest zwigkszenie
dokladno$ci okres§lania czasu Zycia no$nikéw pradu przez
uwzglednienie spadku napiecia na obszarach ,n” i ,,p”
i kontaktach diody. Jest to obecnie najdokladniejszy po-
miar tej wielkosci i blad wynosi okoto 10 %.

Spos6b wedlug wynalazku jest objasniony na przykladzie
pomiaru diody PIN,.

Z generatora impulsowego na diode podaje si¢ dwa i-
dentyczne impulsy o amplitudzie Is w odstepie czasu 4t
krétszym od czasu ustalenia si¢ stanu ustalonego, ktéry
wynosi ok. 6 ys. Po ustaleniu si¢ stanu ustalonego, ktory
wynosi 40—50 us., podaje si¢ trzeci impuls o wigkszej
amplitudzie niZz poprzednie impulsy.
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W chwili wylgczenia kol¢jnych impulséw mierzy sig
na miliamperomierzu, ktéry jest polaczony szeregowo
z dioda, amplitudy kolejnych impulséw I, i I» i na oscylosko-
pie podiaczonym réwnolegle do diody spadki napi¢é 4Vi,
AV: i AV spowodowane tymi impulsami.

Dla Iatwiejszego wyznaczenia warto$ci amplitud impulséw
proponuje si¢ podawa¢ impulsy pradowe o wypetnieniu 1/2.
Zmierzone wielkosci nalezy podstawié do wzoru do obli-
czania czasu Zycia:

At
In (AV,—AV;+AV,—AV,) L/I,
(AV,—AV)). I,/1,

=

b

T —
2 Ay Zas;,tg}.éienie patentowe

Spos6b pomiaru’ czasu zycia no$nikéw pradu, zwlaszcza
w diodach PIN, w ktérym struktur¢ diodowa wysterowuje
si¢ dwoma identycznymi impulsami podawanymi w odste-
pie czasu mniejszym od czasu ustalenia si¢ stanu ustalo-
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nego i mierzy si¢ towarzyszacy im spadek napiecia, zna-
mienny tym, Ze na struktur¢ W stanie ustalonym podaje si¢
trzeci impuls o innej wartodci niz warto$¢ identycznych
impulséw, mierzy si¢ spadek napi¢cia spowodowany tym
impulsem oraz jego amplitude, przy czym rbéwniez sig
mierzy .amplitud¢ identycznych impulséw, i oblicza sie
czas zycia wedlug wzoru
At
L V=AY, FAV,—AV) LT,
(AV,—AV)- LT, -

gdzie:

At — odstep czasu migdzy identycznymi impulsami, 4V;

i AV, —spadki napie¢ w chwili wylaczenia i wlgczenia °
odpowiednio pierwszego i drugiego identycznych impulséw,

A4Vs; —spadek napiecia w chwili wylaczenia trzeciego

impulsu o innej wartoéci niz jdentyczne impulsy, Io — am-

plituda identycznych impulséw, I —amplituda trzeciego

impulsu. )
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